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Principe spectroscopie infrarouge experimentale
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La transmission infrarouge
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Loi de Beer
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Loi de Beer
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Loi de Beer : cas des solutions
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Limites Lol de Beer

Cas plusieurs especes absorbantes :

Iog(ll—oj =ECX+ELXHELX+. .= A+A+A+...=A

Vrai : systeme homogene particules sans interactions .....
Vrai : si le pouvoir réflecteur ne varie pas

=>Marche bien systeme dilué (<0.01 M)



spectroscopie infrarouge en réflexion

Incident and reflected
light in same optical
axis

Montage type micro réflexion



spectroscopie infrarouge en transmission (film mince)

Transmission a travers lame mince (sans multiréflexion)
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spectroscopie infrarouge en réflexion

Réflexion externe
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réflexion infrarouge externe
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réflexion infrarouge externe
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Modele réflexion infrarouge externe ideale
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réflexion infrarouge externe
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Chaque coquille subit une force (approximation Born-Oppenheimer)  f = gE(t)
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réflexion infrarouge externe

Moment dipolaire P(t) = Ngxt) = NgA(w) expfat) Constante diélectrique
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réflexion infrarouge externe
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réflexion infrarouge externe

Dans le cas d’'un milieu peu absorbant (gaz)
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réflexion infrarouge externe

Résumé cas particulier « modele de Lorentz «
-1 oscillateur ;

-Approximation milieu dilué homogene

Cas géneral

xY=n"-1=(n+1)(n-1)
-Plusieurs oscillateurs y = (n+ik +1)(n'+ik —1)
- Relations compliquées

n“-k*-1=Re

n'k =1Im

Possibilité utilisation des relations d’inversion de
Kramers Kronig




Réflexion infrarouge spéeculaire a angle variable

Par application des relations de continuité

Relations de Fresnel
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Réflexion spéculaire quasi normale

Mesure de la Réflectance R(w) IR
Spéculaire quasi normale
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Réflexion spéculaire quasi normale
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Utilisation des relations de Kramers -Kronig

p(w) = R(w)e’

Résumé du Probléme

n,'=|p|cosd
Le calcul de (1) 'indice de refraction n’(w) _ _
(2) du coefficient d’absorption K(w) K, = ‘,O‘SIHQ

Nécessite la connaissance de
la Réflectance R(w) : connue !!!
de la phase de diffusion B(w) Inconnue !!!




Utilisation des relations de Kramers —Kronig (KKT)

L es relations de Kramers-Kronig

Pour une perturbation causale

Q) =Q'(w) +1Q"(w)

(@ =KKTQ@) = P| T e

Qe = KKT(@ (@) = -+ P[ L%

0

p(w) = R(w)e’

Z(w) =In(o(w)) =%|H(R(w)) +10

O(w) = KKT(In—R) mm) 6O(w) connue



Réflexion spéculaire quasi normale
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Réflexion totale atténuée (ATR)
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Réflexion totale atténuée (ATR)
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Réflexion totale atténuée (ATR)
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Réflexion diffuse

DRIFTs : Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy
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Réflexion diffuse

Coefficient Facteur
d’absorption de diffusion

dl I

— = —KI(x) = SI(X) + SJ(x)
dx

a =—-KJ(X) — SJ(x) + SI(X)
dx
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Réflexion diffuse

Analyse quantitative : Milieu opaque a l'infini et S =constante
Fonction
Coefficient de Kabulka-Munk

d’absorption /'
Facteur

N\ K=f(R).S _—de diffusion incohérente

2.303(V)c=f(R.).S



Réflexion diffuse

Mesure expérimentale de réflectance relative
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